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BOLETIM DE QUESTOES

/ LEIA COM MUITA ATENGCAO AS INSTRUCOES SEGUINTES. \
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Este BOLETIM DE QUESTOES contém 50 QUESTOES OBJETIVAS, sendo 10 de Lingua Portuguesa, 10 de Legislacéo, e
30 de Conhecimentos Especificos. Cada questédo objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), das quais apenas uma € correta.

Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTOES, vocé recebeu o CARTAO-RESPOSTA.

E necesséario conferir se a prova estd completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu nimero de inscricio
conferem com os dados contidos no CARTAO-RESPOSTA. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao
fiscal de sala.

Apos a conferéncia, assine seu nome no espaco proprio do CARTAO-RESPOSTA.
A marcacdo do CARTAO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferogréafica de tinta preta ou azul.

O CARTAO-RESPOSTA néo pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo. Ndo é
permitida a utilizacdo de qualquer espécie de corretivo. O Cartao-Resposta somente serd substituido caso contenha falha de
impresséo e/ou se os dados contidos no cartdo ndo corresponderem aos seus.

O CARTAO-RESPOSTA seréa o (nico documento considerado para a correc&o.

Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE
PRESENCA. A assinatura do seu nome deve corresponder aguela que consta no seu documento de identificagéo. Apos as 18h
vocé podera levar este BOLETIM DE QUESTOES.

O tempo disponivel para a prova é de quatro horas, com inicio as 14h30min e término as 18h30min, observado o horario de
Belém-PA. O candidato na condicdo de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo
determinado para a prova.

Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTAO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcagdes assinaladas no
BOLETIM DE QUESTOES néo seréo considerados na avaliacao.

\ UFPA 2015




CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAGAO
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MARQUE A UNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTOES DE 1 A 50.
LINGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto Na pobreza e nariqueza, de José Luiz Fiorin, para responder as questfes de 1 a 10.

Na pobreza e na riqueza
Crencas e preconceitos baseiam associa¢cdes como
“se é caro, € bom” e “se é simples, é do povo”

01 No trecho que segue, apela-se para um valor como forma de argumentar: “Ele é pobre e sofreu
02 muito na vida; se ele diz que a situacdo econdmica do pais é boa, temos de levar em conta seu ponto de
03 vista.”

04 Nesse caso, temos o0 que se chama argumentum ad lazarum (argumento em que se apela para a
05 pobreza). O ponto de vista de alguém deve ser considerado, porque ele é pobre. E o argumento em que a
06 veracidade da tese que se defende esta fundada na pobreza de quem a enuncia. Isso significa que o valor
07 em que se baseia esse argumento é o de que 0s pobres sdo mais sabios, mais sensatos e mais virtuosos do
08 que osricos.

09 O nome desse raciocinio, argumentum ad lazarum, vem da parabola do pobre Lazaro (Lucas 16: 19-
10  31), que narra a histéria do mendigo, de nome L&zaro, que, coberto de chagas, ficava a porta de um homem
11 rico, querendo matar a fome com as migalhas que caiam de sua mesa. Ambos morreram e o pobre foi
12 levado ao “seio de Abrado”, enquanto o rico padecia muitos tormentos na morada dos mortos. Este pede a
13 Abrado que permita que Lazaro molhe a ponta de um dedo para refrescar-lhe a lingua. Abrado diz que a
14  situacao entre eles se inverteu e o rico, que na vida so teve gozos, agora padece e que o pobre ndo podera
15 fazer nada por ele. Lazaro € uma antonomasia, um tipo de sinédoque, para designar “pobre”.

16 S&o0 argumentos ad lazarum os que fundamentam a defesa de um ponto de vista no fato de que
17 aquele que argumenta “ndo busca ganhos materiais”, “é um simples e honesto homem do povo” etc.

18 Esse raciocinio tem um poder argumentativo muito forte, pois, afinal, todas as principais religibes
19 consideram a pobreza um valor positivo. Por exemplo, em Mateus 19, 24, encontra-se este passo:

20 “E mais facil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no Reino dos Céus”.
21 [...]

22 O argumento contrario é chamado argumentum ad crumenam (argumento em que se apela para a

23 riqueza). A palavra latina crumenam significa “bolsa” e, por metonimia, designa o dinheiro nela guardado e,
24  portanto, a riqueza. E a afirmacéo em que se atribui veracidade a uma tese, porque quem argumenta € rico:
25 “Suas opiniées sobre a economia brasileira devem estar corretas, porque ele esta milionario.”

26 A forca do argumento ad crumenam estd também radicada em crencas e preconceitos
27  profundamente arraigados na sociedade. Certos ramos do cristianismo sempre julgaram a riqueza um sinal
28 de protec¢éo divina. O voto censitario, que vigorou no Brasil durante todo o periodo imperial, é aquele em que
29 se concede o direito de votar apenas a pessoas que tenham determinada renda, porque sé elas sao
30 consideradas capazes de opinar nos negécios publicos.

31 [...]

32 Quando se faz o contrario, louvando os ricos e recriminando os pobres ou elogiando um produto,
33 porque é caro, estar-se-ia usando argumentos ad crumenam. O Marqués de Marica, em muitas de suas
34 méximas, considera que os ricos sdo ricos porque tém méritos, e que 0s pobres sao pobres porque ndo os
35 tém.

36 “A pobreza e a pregui¢ca andam sempre em companhia.”

37 “O pobre preguicoso murmura do rico laborioso.”

38 “Com juizo, trabalho, inteligéncia e economia, é pobre quem ndo quer ser rico.”

39 “Homens ha& que parecem acusar a sociedade da sua pobreza, ndo refletindo que a devem
40 ordinariamente aos seus vicios, ignorancia, fatuidade e inflexibilidade de carater.”

41 [...]

42 Pode-se alargar ainda mais o conceito de argumento ad lazarum e ad crumenam para tudo, cujo
43  valor reside, respectivamente, no menos ou no Mais:

44 “Restaurante com fila na porta é bom. ‘Fila atrai fila’.” (Veja, 12/11/2014, p. 99)

José Luiz Fiorin. Revista Lingua, Abril de 2015, p. 20-22

1 Em Napobrezae nariqueza, José Luiz Fiorin

(A) defende atese de que os pobres sdo melhores do que 0s ricos.

(B) argumenta em favor da ideia de que os ricos sdo superiores aos pobres.

(C) expressa uma viséo realista do relacionamento entre pessoas ricas e pobres.

(D) ndo faz juizo de valor com relagdo aos argumentos ad lazarum e ad crumenam.
(E) é sarcéastico com aqueles que utilizam argumentos ad lazarum e ad crumenam.
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EDITAL N.° 72/2015 — UFPA, DE 11 DE MAIO DE 2015

De acordo com o autor,

a sociedade valoriza mais argumentos ad lazarum do que argumentos ad crumenam.
valores religiosos podem sustentar tanto argumentos ad lazarum quanto ad crumenam.
as pessoas ricas sempre gozam de privilégios em razao de sua condi¢do socioecondmica.
a riqueza de uns pode atrair, injustamente, a inveja e a maledicéncia de outros.

as opinides pessoais influenciam o julgamento de valores por parte da sociedade.

Para Fiorin, “Ele é pobre e sofreu muito na vida; se ele diz que a situacdo econdmica do pais € boa, temos de
levar em conta seu ponto de vista.” (linhas 01 a 03) é exemplo de argumentum ad lazarum porque

se sabe que a opinido dos pobres tem maior valor.

a pobreza é vista pela sociedade como uma virtude.
0s pobres sdo mais sabios e sensatos do que 0s ricos.
a sensatez € vista como uma qualidade dos pobres.
se acredita que os pobres sdo mais desinteressados.

Em Este pede a Abrado que permita que Lazaro molhe a ponta de um dedo para refrescar-lhe a lingua
(linhas 12 e 13), o pronome lhe refere-se

ao homem rico.

a Lazaro.

a Abrado.

ao homem pobre.
a Lucas.

A ordem inversa foi empregada em

“Ele é pobre e sofreu muito na vida; se ele diz que a situagdo econémica do pais € boa, temos de levar em
conta seu ponto de vista.” (linhas 01 a 03)

Este pede a Abrado que permita que Lazaro molhe a ponta de um dedo para refrescar-lhe a lingua. (linhas 12
e 13)

S&do argumentos ad lazarum os que fundamentam a defesa de um ponto de vista no fato de que aquele que
argumenta “néo busca ganhos materiais”, “é um simples e honesto homem do povo” etc. (linhas 16 e 17)

O Marqués de Maricd, em muitas de suas maximas, considera que 0s ricos sdo ricos porque tém meéritos, e
gue os pobres sdo pobres porque ndo os tém. (linhas 33 a 35)

“Homens ha que parecem acusar a sociedade da sua pobreza, ndo refletindo que a devem ordinariamente
aos seus vicios, ignorancia, fatuidade e inflexibilidade de carater.” (linhas 39 e 40)

As aspas foram empregadas para destacar o sentido conotativo em

Ambos morreram e o pobre foi levado ao “seio de Abrado”, enquanto o rico padecia muitos tormentos na
morada dos mortos. (linhas 11 e 12)

Lazaro é uma antonomasia, um tipo de sinédoque, para designar “pobre”. (linha 15)

S&do argumentos ad lazarum os que fundamentam a defesa de um ponto de vista no fato de que aquele que
argumenta “ndo busca ganhos materiais”, “é um simples e honesto homem do povo” etc. (linhas 16 e 17)

A palavra latina crumenam significa “bolsa” e, por metonimia, designa o dinheiro nela guardado e, portanto, a
riqueza. (linhas 23 e 24)

“Restaurante com fila na porta é bom. ‘Fila atrai fila’.” (linha 44)

No trecho Esse raciocinio tem um poder argumentativo muito forte, pois, afinal, todas as principais religifes
consideram a pobreza um valor positivo. Por exemplo, em Mateus 19, 24, encontra-se este passo: “E mais
facil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no Reino dos Céus.” (linhas 18 a 20),
a palavra passo significa

movimento.
resolucéo.
pensamento.
medida.
negocio.
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Em “Homens ha que parecem acusar a sociedade da sua pobreza, nao refletindo que a devem
ordinariamente aos seus vicios, ignorancia, fatuidade e inflexibilidade de carater.” (linhas 39 e 40), sem
causar alteracao no significado do enunciado, o advérbio ordinariamente poderia ser substituido por

simplesmente.
geralmente.
certamente.
meramente.
efetivamente.

Sem causar prejuizo ao significado do enunciado, a palavra porque poderia ser suprimida em

O ponto de vista de alguém deve ser considerado, porque ele é pobre. (linha 05)

E a afirmacdo em que se atribui veracidade a uma tese, porque quem argumenta é rico: (linha 24)

“Suas opinibes sobre a economia brasileira devem estar corretas, porque ele esta milionario”. (linha 25)
Louvando os ricos e recriminando os pobres ou elogiando um produto, porque é caro, estar-se-ia usando
argumentos ad crumenam. (linhas 32 e 33)

O Marqués de Maricd, em muitas de suas maximas, considera que 0s ricos sdo ricos porque tém meéritos, e
gue os pobres sdo pobres porque nao os tém. (linhas 33 a 35)

Para enfatizar uma ideia, a virgula poderia dar lugar a um ponto em

“... se ele diz que a situacdo econdmica do pais é boa, temos de levar em conta seu ponto de vista.”
(linhas 02 e 03)

Isso significa que o valor em que se baseia esse argumento € o de que os pobres sdo mais sabios, mais
sensatos e mais virtuosos do que os ricos. (linhas 06 a 08)

Ambos morreram e o pobre foi levado ao “seio de Abrado”, enquanto o rico padecia muitos tormentos na
morada dos mortos. (linhas 11 e 12)

E a afirmacdo em que se atribui veracidade a uma tese, porque quem argumenta é rico: (linha 24)

O Marqués de Marica (...) considera que 0s ricos sdo ricos porque tém méritos, e que os pobres séo pobres
porque néo os tém. (linhas 33 a 35)

LEGISLACAO

De acordo com o Regime Juridico Unico dos Servidores Publicos Civis da Unido, das Autarquias e das
Fundacbes Publicas Federais, Lei n® 8.112/90 e suas alteracdes, as formas de provimento de cargo publico
sdo:

Nomeacao; readaptacdo; reversao; aproveitamento; reintegracdo e reconducao.
Nomeacédo; promoc¢do; readaptacéo; reversao; aproveitamento; reintegracéo e reconducao.
Nomeacédo; promoc¢ao; readaptacéo; reversdo; reintegracdo e reconducao.

Nomeacédo; promoc¢ao; readaptacéo; reversdo; aproveitamento e reconducao.

Nomeacédo; promoc¢éao; readaptacéo; reversdo; aproveitamento e reintegracao.

Preceitua o Decreto n® 5.825/2006 as diretrizes para elaboracdo do Plano de Desenvolvimento dos
Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educacao, instituido pela Lei
n®11.091, de 12 de janeiro de 2005, e devera contemplar

a funcado estratégica do ocupante da carreira dentro da IFE; a apropriacdo do processo de trabalho pelos
ocupantes da carreira, inserindo-os como sujeitos no planejamento institucional; e o aprimoramento do
processo de trabalho, transformando-o em conhecimento coletivo e de dominio publico; e Programa de
Avalicdo de Desempenho.
a construcédo coletiva de solucBes para as questdes institucionais; a reflexao critica dos ocupantes da carreira
acerca de seu desempenho em relacdo aos objetivos institucionais; e Programa de Capacitacdo e
Aperfeicoamento.
dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, com definicdo de modelos de alocacdo de
vagas que contemple a realidade da instituicdo; Programa de Capacitacdo e Aperfeicoamento; e Programa
de Avaliacdo de Desempenho.
a administracdo de pessoal como uma atividade a ser realizada pelo 6rgdo de gestdo de pessoas e as
demais unidades da administracdo das IFEs; a identificacdo de necessidade de pessoal, inclusive
remanejamento, readaptacdo e redistribuicdo da forca de trabalho de cada unidade organizacional; e
Programa de capacitacdo e aperfeicoamento.
as condi¢des institucionais para capacitacdo e avaliacdo que tornem viaveis a melhoria da qualidade na
prestacdo de servicos, no cumprimento dos objetivos institucionais, o desenvolvimento das potencialidades
dos ocupantes da carreira e sua realizacdo profissional como cidaddos; a integracdo entre ambientes
organizacionais e as diferentes areas do conhecimento; e Programa de Avaliacdo de Desempenho.
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O processo disciplinar € o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infragdo praticada
no exercicio de suas atribuicdes, ou que tenha relacdo com as atribuicbes do cargo em que se encontre
investido e sera conduzido por comissdo composta de

trés servidores estaveis designados pela autoridade competente, que indicara, dentre eles, o seu presidente,
que devera ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nivel, ou ter nivel de escolaridade igual ou
superior ao do indiciado; a Comisséao tera como secretario servidor designado pelo seu presidente, podendo a
indicacgdo recair em um de seus membros; ndo poderd participar de comisséo de sindicancia ou de inquérito
cbnjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau.

trés servidores ndo obrigatoriamente estaveis designados pela autoridade competente, que indicara, dentre
eles, o seu presidente, que devera ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nivel, ou ter nivel de
escolaridade igual ou superior ao do indiciado; a Comissao tera como secretario servidor designado pelo seu
presidente, podendo a indicacdo recair em um de seus membros; ndo podera participar de comissao de
sindicancia ou de inquérito conjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguineo ou afim, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau.

dois servidores estaveis designados pela autoridade competente, que indicara, dentre eles, o seu presidente,
que deverd ser ocupante de cargo efetivo ndo obrigatoriamente superior ou de mesmo nivel, ou nao
obrigatoriamente ter nivel de escolaridade igual ou superior ao do indiciado; a Comissao tera como secretario
servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicacdo recair em um de seus membros; ndo podera
participar de comissdo de sindicancia ou de inquérito cbénjuge, companheiro ou parente do acusado,
consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

trés servidores estaveis designados pela autoridade competente, que indicara, dentre eles, o seu presidente,
que devera ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nivel, ou ter nivel de escolaridade igual ou
superior ao do indiciado; a Comisséo tera como secretario servidor designado pelo seu presidente, podendo a
indicacdo recair em um de seus membros; podera participar de comissdo de sindicancia ou de inquérito
conjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau.

dois servidores néo obrigatoriamente estaveis designados pela autoridade competente, cujo presidente sera
escolhido por meio de sorteio entre os servidores da comissédo; a Comissao terd como secretario servidor
designado pelo seu presidente, podendo a indicagdo recair em um de seus membros; ndo podera participar
de comisséo de sindicancia ou de inquérito cdnjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguineo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Dentre outras proibicbes ao servidor regido pela Lei n° 8.112/90 e suas alteracdes (Regime Juridico Unico
dos Servidores Publicos Civis da Unido, das Autarquias e das Fundacdes Publicas Federais), citam-se:

Ausentar-se do servico durante o expediente, sem prévia autorizacdo do chefe imediato; retirar, sem prévia
anuéncia da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da reparticdo; recusar fé a documentos
publicos; manter sob sua chefia imediata, em cargo ou funcdo de confian¢a, cbnjuge, companheiro ou
parente até o segundo grau civil; proceder de forma desidiosa; zelar pela economia do material e pela
conservacdo do patriménio publico.

Retirar, sem prévia anuéncia da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da reparticdo; cumprir
as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; recusar fé a documentos publicos; manter sob
sua chefia imediata, em cargo ou fungéo de confianca, conjuge, companheiro ou parente até o segundo grau
civil; valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da funcao
publica; proceder de forma desidiosa.

Ausentar-se do servigo durante o expediente, sem prévia autorizacdo do chefe imediato; retirar, sem prévia
anuéncia da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da reparticdo; recusar fé a documentos
publicos; manter sob sua chefia imediata, em cargo ou funcdo de confianca, cbnjuge, companheiro ou
parente até o segundo grau civil; valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento
da dignidade da funcéo publica; proceder de forma desidiosa.

Ausentar-se do servico durante o expediente, sem prévia autorizacdo do chefe imediato; representar contra
ilegalidade, omissédo ou abuso de poder; recusar fé a documentos publicos; manter sob sua chefia imediata,
em cargo ou funcao de confianca, cOnjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; valer-se do
cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da fungéo publica; proceder de
forma desidiosa.

Ausentar-se do servigo durante o expediente, sem prévia autorizacdo do chefe imediato; retirar, sem prévia
anuéncia da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da reparti¢cdo; recusar fé a documentos
publicos; manter conduta compativel com a moralidade administrativa; valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da funcao publica; proceder de forma desidiosa.
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Em conformidade com o Cédigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal
(Decreto n° 1.171/94), sao deveres fundamentais, dentre outros, do servidor publico:

Desempenhar, a tempo, as atribuigcdes do cargo, fungdo ou emprego publico de que seja titular; ser probo,
reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu carater, escolhendo sempre, quando estiver diante
de duas opc¢des, a melhor e a mais vantajosa para o0 bem comum; cometer a pessoas estranha a reparticao,
fora dos casos previstos em lei, 0 desempenho de atribuicdo que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado; ser assiduo e frequente ao servico, na certeza de que sua auséncia provoca danos ao trabalho
ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema.

Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caréater, escolhendo sempre, quando
estiver diante de duas opcdes, a melhor e a mais vantajosa para 0 bem comum; jamais retardar qualquer
prestacdo de contas, condicdo essencial da gestdo dos bens, direitos e servicos da coletividade a seu cargo;
ser assiduo e frequente ao servico, na certeza de que sua auséncia provoca danos ao trabalho ordenado,
refletindo negativamente em todo o sistema; opor resisténcia injustificada ao andamento de documento e
processo ou execucgao de servigo.

Desempenhar, a tempo, as atribuicdes do cargo, fungdo ou emprego publico de que seja titular; jamais
retardar qualquer prestacdo de contas, condicdo essencial da gestdo dos bens, direitos e servicos da
coletividade a seu cargo; coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associagéo profissional ou
sindical, ou a partido politico; ser assiduo e frequente ao servi¢o, na certeza de que sua auséncia provoca
danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema.

Desempenhar, a tempo, as atribui¢cdes do cargo, fungdo ou emprego publico de que seja titular; ser probo,
reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu carater, escolhendo sempre, quando estiver diante
de duas opcdes, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; aceitar comisséo, emprego ou pensao de
estado estrangeiro; jamais retardar qualquer prestacdo de contas, condi¢cdo essencial da gestdo dos bens,
direitos e servigos da coletividade a seu cargo.

Desempenhar, a tempo, as atribuicBes do cargo, fungdo ou emprego publico de que seja titular; ser probo,
reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu carater, escolhendo sempre, quando estiver diante
de duas opcdes, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; jamais retardar qualquer prestacdo de
contas, condicao essencial da gestdo dos bens, direitos e servicos da coletividade a seu cargo; ser assiduo e
frequente ao servico, na certeza de que sua auséncia provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo
negativamente em todo o sistema.

A Lei n°® 11.091, de 12 de janeiro de 2005, versa sobre a estruturacdo do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educagdo no ambito das Instituicbes Federais de Ensino vinculados ao Ministério
da Educacéo, e da outras providéncias. Quanto a organizacdo do quadro de pessoal, € correto afirmar:

Caberéa a Instituicdo Federal de Ensino avaliar mensalmente a adequacdo do quadro de pessoal as suas
necessidades, propondo ao Ministério da Cultura o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as
seguintes variaveis: demandas institucionais; proporcdo entre os quantitativos da forca de trabalho do Plano
de Carreira e usuérios; inovacdes tecnolégicas; e modernizacdo dos processos de trabalho no ambito da
Instituicdo.

Caberé a Instituicdo Federal de Ensino avaliar bimestralmente a adequacgdo do quadro de pessoal as suas
necessidades, propondo ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo o seu redimensionamento,
consideradas, entre outras, as seguintes variaveis: demandas institucionais; proporgdo entre os quantitativos
da forca de trabalho do Plano de Carreira e usuarios; inovacdes tecnolégicas; e modernizagdo dos processos
de trabalho no &mbito da Institui¢&o.

Cabera a Instituicdo Federal de Ensino avaliar trimestralmente a adequac¢éo do quadro de pessoal as suas
necessidades, propondo ao Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo o seu redimensionamento,
consideradas, entre outras, as seguintes variaveis: demandas institucionais; propor¢cado entre os quantitativos
da forca de trabalho do Plano de Carreira e usuarios; inovacdes tecnolégicas; e modernizacdo dos processos
de trabalho no ambito da Instituicéo.

Cabera a Instituicdo Federal de Ensino avaliar anualmente a adequacdo do quadro de pessoal as suas
necessidades, propondo ao Ministério da Educacao, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas,
entre outras, as seguintes variaveis: demandas institucionais; proporcdo entre os quantitativos da forca de
trabalho do Plano de Carreira e usuarios; inovagdes tecnoldgicas; e modernizacdo dos processos de trabalho
no ambito da Instituicao.

Cabera a Instituicdo Federal de Ensino avaliar semestralmente a adequacgéo do quadro de pessoal as suas
necessidades, propondo ao Ministro-Chefe da Casa Civii da Presidéncia da Republica o seu
redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes varidveis: demandas institucionais; propor¢éo
entre os quantitativos da forca de trabalho do Plano de Carreira e usuérios; inovacgdes tecnoldgicas; e
modernizacao dos processos de trabalho no ambito da Instituicao.
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O Decreto n° 5.378/2005 instituiu o Programa Nacional de Gestdo Pulblica e Desburocratizagdo -
GESPUBLICA e o Comité Gestor do Programa Nacional de Gestédo Publica e Desburocratizacdo, e da outras
providéncias. Ao Comité Gestor compete

apresentar trimestralmente proposta ao Ministro de Estado da Educacdo o planejamento estratégico do
GESPUBLICA,; articular-se para a identificagdo de mecanismos que possibilitem a obtencdo de recursos e
demais meios para a execucéo das agbes do GESPUBLICA; constituir comissdes setoriais e regionais, com a
finalidade de descentralizar a gestdo do GESPUBLICA; monitorar, avaliar e divulgar os resultados do
GESPUBLICA, certificar a validagéo dos resultados da autoavaliagéo dos 6rgéos e entidades participantes do
GESPUBLICA; e reconhecer e premiar os 6rgédos e entidades da administracdo publica, participantes do
GESPUBLICA, que demonstrem qualidade em gest&o, medida pelos resultados institucionais obtidos.
oferecer bimestralmente proposta ao Ministro de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo o planejamento
estratégico do GESPUBLICA,; articular-se para a identificacdo de mecanismos que possibilitem a obtencdo de
recursos e demais meios para a execucdo das a¢bes do GESPUBLICA,; constituir comissdes setoriais e
regionais, com a finalidade de descentralizar a gestdo do GESPUBLICA; monitorar, avaliar e divulgar os
resultados do GESPUBLICA,; certificar a validacdo dos resultados da autoavaliagdo dos érgdos e entidades
participantes do GESPUBLICA; e reconhecer e premiar os 6rgédos e entidades da administracdo publica,
participantes do GESPUBLICA, que demonstrem qualidade em gest&o, medida pelos resultados institucionais
obtidos.

aventar semestralmente, junto a Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica, o planejamento estratégico do
GESPUBLICA, articular-se para a identificagdo de mecanismos que possibilitem a obtenc&o de recursos e
demais meios para a execucdo das acées do GESPUBLICA,; constituir comissdes setoriais e regionais, com a
finalidade de descentralizar a gestdo do GESPUBLICA; monitorar, avaliar e divulgar os resultados do
GESPUBLICA, certificar a validacdo dos resultados da autoavaliacdo dos 6rgéos e entidades participantes do
GESPUBLICA; e reconhecer e premiar os 6rgédos e entidades da administracdo publica, participantes do
GESPUBLICA, que demonstrem qualidade em gest&o, medida pelos resultados institucionais obtidos.

propor ao Ministro de Estado do Planejamento, Orcamento e Gestdo o planejamento estratégico do
GESPUBLICA,; articular-se para a identificagdo de mecanismos que possibilitem a obtencdo de recursos e
demais meios para a execucdo das a¢ées do GESPUBLICA,; constituir comissdes setoriais e regionais, com a
finalidade de descentralizar a gestdo do GESPUBLICA; monitorar, avaliar e divulgar os resultados do
GESPUBLICA, certificar a validagéo dos resultados da autoavaliagéo dos 6rgéos e entidades participantes do
GESPUBLICA; e reconhecer e premiar os 6rgdos e entidades da administracdo publica, participantes do
GESPUBLICA, que demonstrem qualidade em gest&o, medida pelos resultados institucionais obtidos.

colocar anualmente diante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidéncia da Republica, o
planejamento estratégico do GESPUBLICA; articular-se para a identificacdo de mecanismos que possibilitem
a obtencdo de recursos e demais meios para a execucdo das acbes do GESPUBLICA; constituir comissdes
setoriais e regionais, com a finalidade de descentralizar a gestdo do GESPUBLICA; monitorar, avaliar e
divulgar os resultados do GESPUBLICA, certificar a validagéo dos resultados da autoavaliagédo dos 6rgdos e
entidades participantes do GESPUBLICA; e reconhecer e premiar os 6rgédos e entidades da administracio
plblica, participantes do GESPUBLICA, que demonstrem qualidade em gestdo, medida pelos resultados
institucionais obtidos.

Em conformidade com o Estatuto da Universidade Federal do Pard, publicado no DOU de 12 de julho de
2006, os Conselhos Superiores sdo 6rgaos de consulta, de deliberacdo e de recursos no ambito da UFPA.
S&o Conselhos Superiores:

O Conselho Universitario — CONSUN; o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensdo — CONSEPE; as
Pro-Reitorias.

O Conselho Universitario — CONSUN; o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensdo — CONSEPE; o
Conselho Superior de Administracdo — CONSAD.

O Conselho Universitario — CONSUN; o Conselho Superior de Administracdo — CONSAD; as Coordenadorias
dos Campi.

O Conselho Universitario — CONSUN; o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensdo — CONSEPE; as
Diretorias de Unidades Académicas, incluidas as Especiais.

O Conselho Universitario — CONSUN; o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensdo — CONSEPE; as
Diretorias e Coordenadorias de Subunidades Académicas.
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EDITAL N.° 72/2015 — UFPA, DE 11 DE MAIO DE 2015

O Decreto n°® 5.707/2006 instituiu a Politica de Desenvolvimento de Pessoal a ser implementada pelos érgaos
e entidades da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional, e regulamentou dispositivos da
Lei n°8.112, de 11 de dezembro de 1990. Sao Instrumentos da Politica Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal:

Plano anual de capacitagao.

Relatério de execucéo do plano anual de capacitacao.

Plano trimestral de capacitacéo; e relatorio de execugéo do plano trimestral de capacitagéo.

Plano semestral de capacitacéo; relatério de execucdo do plano semestral de capacitacdo; e sistema de
gestdo por competéncia.

Plano anual de capacitacéo; relatério de execucao do plano anual de capacitacdo; e sistema de gestdo por
competéncia.

O conjunto Misséo, Visdo e Principios da UFPA representa sua identidade institucional, facilitando e
promovendo a convergéncia dos esforcos humanos, materiais e financeiros, constituindo-se em um conjunto
de macrobalizadores que regem e inspiram a conduta e 0os rumos da Instituicdo em direcdo ao cumprimento
do seu PDI. A triade serve de guia para os comportamentos, as atitudes e as decisdes de todas as pessoas,
gue, no exercicio das suas responsabilidades e na busca dos seus objetivos, estejam executando a Missao,
na direcdo da Visdo, tendo como referéncia os principios institucionais. Os Principios do PDI da UFPA
contém

promover a universalizagdo do conhecimento; o respeito a ética e a diversidade étnica, cultural e biol6gico; o
pluralismo de ideias e de pensamento; o0 ensino publico e gratuito; a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensado; a flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos académicos; a exceléncia
académica; a defesa dos direitos humanos e a preservacao do meio ambiente.

produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazonia para a formacdo de cidaddos capazes de
promover a construcdo de uma sociedade sustentavel, ser referéncia nacional e internacional como
universidade multicampi integrada a sociedade e centro de exceléncia na producdo académica, cientifica,
tecnoldgica e cultural.

ser referéncia nacional e internacional como universidade multicampi integrada a sociedade e centro de
exceléncia na producdo académica, cientifica, tecnolégica e cultural; a defesa dos direitos humanos e a
preservacédo do meio ambiente; o respeito a ética e a diversidade étnica, cultural e bioldgico.

produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazonia para a formacdo de cidaddos capazes de
promover a construgdo de uma sociedade sustentavel; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensdo; a flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos académicos.

ser referéncia nacional e internacional como universidade multicampi integrada a sociedade e centro de
exceléncia na produc¢do académica, cientifica, tecnoldgica e cultural; o ensino publico e gratuito; o pluralismo
de ideias e de pensamento.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

O manto de alteracdo das rochas que recobre grandes extens@es da superficie terrestre, notadamente em
regides de clima umido, é também designado de

mugearito.
riolito.
eglogito.
condrito.
regolito.

Algumas fei¢cBes observadas em rochas vulcanicas sdo bastante distintas daquelas observadas em rochas
plutbnicas e essas distincdes sdo causadas pela diferengca nos processos envolvidos durante a cristalizacdo
desses dois tipos de rochas. Assim, é correto afirmar que o correspondente pluténico do basalto e o do riolito
séo, respectivamente,

andesito e gabro.
gabro e granito.
gabro e granodiorito.
granito e granodiorito.
gabro e andesito.
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CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAGAO
EDITAL N.° 72/2015 — UFPA, DE 11 DE MAIO DE 2015

Nas rochas metamérficas, o polimorfo do aluminossilicato (Al,SiOs) sillimanita € um mineral que possui
importante informacao sobre a condi¢cdo metamorfica relacionada a

pressdo atmosférica.
pressao litostatica.
temperatura.
composicao dos fluidos.
temperatura dos fluidos.

Sao exemplos de rochas sedimentar, ignea e metamérfica, respectivamente,

calcario, grauvaca e anfibolito.
grauvaca, ardosia e folhelho.
anfibolito, andesito e marmore.
folhelho, andesito e calcario.
folhelho, andesito e ardésia.

A calcita € um mineral abundante na crosta terrestre. Sao minerais isoestruturais da classe da calcita:

Rodocrosita e siderita.
Rodocrosita e dolomita.
Dolomita e aragonita.
Aragonita e smtihsonita.
Aragonita e siderita.

Uma caracteristica diagnéstica que distingue o mineral calcopirita do mineral pirita é a propriedade fisica
correspondente a(ao)

volume.
densidade.
dureza.
brilho.

cor.

Sao minerais classificados como ciclossilicatos:

Turmalina e epidoto.
Berilo e turmalina.
Berilo e epidoto.
Epidoto e olivina.
Olivina e berilo.

Os tipos de ligagdes quimicas que ocorrem nos minerais grafita e halita sdo, respectivamente,

ligacdo de van der Waals e ligacao idnica.
ligacdo idnica e ligacao metalica.

ligacdo covalente e ligacdo de van der Waals.
ligacdo de van der Waals e ligagdo metalica.
ligagcdo de hidrogénio e liga¢do de van der Waals.

As propriedades geoquimicas dos elementos refletem sua posi¢céo na tabela peridédica. Assim,

propriedades como ponto critico, pH e raio atdmico variam periodicamente ao longo da Tabela de Mendeleev.
propriedades como ponto de fuséo, energia de formacéo, raio ibnico e primeira energia de ionizagédo variam
periodicamente ao longo da Tabela de Mendeleev.

propriedades como pH, evolucdo, energia de formacdo e raio i6nico variam periodicamente ao longo da
Tabela de Mendeleev.

propriedades como raio idnico e segunda energia de ionizacao variam periodicamente ao longo da Tabela de
Mendeleev.

propriedades como ponto de fusdo, evolugdo, ponto critico, raio iGnico e energia de ionizagdo variam
periodicamente ao longo da Tabela de Mendeleev.
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O principio de Heisenberg considera que as incertezas em relacdo a posicéo e a velocidade de uma particula
variam inversamente entre si, portanto

€ possivel calcular a posicéo exata dos elétrons em 6rbita em torno do nucleo.

ndo é possivel calcular a posi¢éo exata dos elétrons em 6rbita em torno do nucleo.

€ possivel calcular a posi¢éo exata dos prétons em Orbita em torno do nucleo.

€ possivel calcular a posicéo exata dos isotopos e elétrons em 6rbita em torno do nucleo.
néo é possivel calcular a posi¢@o exata dos néutrons em orbita em torno do nucleo.

A ligagéo ibnica se forma quando

dois is6topos na camada externa de um atomo séo transferidos para a camada de valéncia de outro atomo,
de modo que ambos atingem a configuracéo de um gés nobre.

um préton e um elétron na camada de valéncia de um atomo compartilham a camada de valéncia de outro
atomo, de modo que ambos atingem a configuracéo estavel.

um ou mais elétrons na camada de valéncia de um atomo compartilham a camada de valéncia de outro
atomo, de modo que ambos atingem a configuracdo de um gas inerte.

um ou mais elétrons na camada de valéncia de um atomo sao transferidos para a camada de valéncia de
outro atomo, de modo que ambos atingem a configuragéo de um liquido.

um ou mais elétrons na camada de valéncia de um atomo sao transferidos para a camada de valéncia de
outro &tomo, de modo que ambos atingem a configuragcao de um gas nobre.

A eletronegatividade de um atomo diz respeito a medida de habilidade de um atomo em uma estrutura
cristalina (ou molécula) de ganhar (ou perder)

elétrons de uma camada interna.

elétrons e protons de sua camada externa.
elétrons e isétopos de camada externa.
elétrons de sua camada externa.

isétopos das camadas internas.

S&o exemplos de minerais dos grupos do silicato, sulfato e carbonato, respectivamente,

olivina, gipsita, dolomita.
calcita, halita, dolomita.
feldspato, pirita, dolomita.
feldspato, pirita, calcita.
olivina, pirita, calcita.

Is6topos sdo atomos do mesmo elemento quimico com

mesmo numero de prétons, mas com diferentes nimeros de néutrons.
mesmo numero de elétrons, mas com diferentes nimeros de néutrons.
diferente nimero de prétons, mas com mesmo ndmero de néutrons.
diferente nimero de prétons e elétrons.

mesmo numero de prétons e néutrons.

As ligacdes quimicas importantes para a mineralogia podem ser descritas como do tipo

hidrogénio, metdlica e oxigénio.

ibnica, metalica, covalente, van der Waals e hidrogénio.
ibnica, metalica, covalente, van der Waals e oxigénio.
ibnica, metalica, covalente e oxigénio.

ibnica, covalente, van der Waals e nitrogénio.

10



36

(A)
(B)

(©

(D)

(E)

37

(A)
(B)
©
(D)
(E)
38

(A)
(B)
(©
®

39

(A)
(B)

(©)
(D)

(E)

CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAGAO
EDITAL N.° 72/2015 — UFPA, DE 11 DE MAIO DE 2015

Um microscépio eletrénico de varredura tem a capacidade de gerar imagens com melhor resolucdo, quando
comparadas as imagens obtidas em microscopios 6ticos convencionais, pois nos microscépios

eletrénicos de varredura a imagem é gerada por fluxo de elétrons livres, enquanto nos microscépios 6ticos a
imagem é gerada por radiacao eletromagnética com multiplos comprimentos de onda.

oticos a resolugdo é influenciada negativamente pela refragdo da radiacdo eletromagnética, que gera a
imagem, pelo meio de propagacéo existente entre a objetiva e a amostra (ar ou 6leo de imersao), enquanto
nos microscopios eletrénicos de varredura, por trabalharem em vacuo, ndo ocorre refracdo da radiagéo
eletromagnética que gera a imagem.

eletrdnicos de varredura o comprimento de onda da radiacdo eletromagnética que interage com a amostra
para gerar a imagem é muito mais curto do que o da radiacdo eletromagnética empregada para gerar
imagens em microscoépios 6ticos.

eletrénicos de varredura a resolugcédo das imagens é determinada pela baixa variagdo dos comprimentos de
onda que comp8em a radiagcdo eletromagnética que interage com a amostra, enquanto nos microscépios
oOticos essa variacao é elevada.

eletrénicos de varredura a radiacdo eletromagnética que interage com a amostra para formar a imagem é
gerada pelo deslocamento de elétrons e fétons em ambiente de vacuo, enquanto nos microscopios 6ticos a
interacdo com a amostra ocorre através de radiagdo monocromatica, com comprimento de onda no espectro
da luz visivel, em condi¢cdes ambientais.

Em microscopios eletrénicos de varredura dotados de canhdes convencionais, o feixe de elétrons primario é
gerado por um processo termoidnico, no qual um filamento de W é aquecido em ambiente de alto vacuo. Nos
microscoépios eletrénicos de varredura dotados de canhdes do tipo Schottky-FEG (Field Emission Gun), o
feixe de elétrons primario é gerado por

aplicacdo de um campo magnético de alta intensidade em um cristal acicular de W, em ambiente de alto
vacuo.

aquecimento e aplicacdo de campo elétrico de alta intensidade em cristal acicular de W, recoberto por
pelicula de ZrO,, em ambiente de alto vacuo.

aquecimento e aplicacdo de campo magnético de alta intensidade em cristal acicular de W, recoberto por
pelicula de ZrO,, em ambiente de alto vacuo.

evaporacao de cristal acicular de W, recoberto por pelicula de ZrO,, através da aplicagdo simultanea de altos
campos elétrico e magnético, em ambiente de alto vacuo.

aplicacdo de um campo elétrico de alta intensidade em cristal acicular de W, em ambiente de alto vacuo.

Ao trabalhar com amostras de minerais granulares, para que o operador de um microscépio eletronico de
varredura equipado com canhao convencional, em que o feixe de elétrons é gerado por efeito termoibnico a
partir de filamento de W, obtenha imagens por elétrons secundarios com melhor resolugao, dentro de uma
mesma faixa de ampliagdes, as principais variaveis operacionais que ele deve manipular séo:

Aumentar a distancia de trabalho, reduzir o didmetro do feixe e aumentar a aceleracdo da voltagem no
filamento.

Reduzir a distadncia de trabalho, aumentar o didmetro do feixe e reduzir a aceleracdo da voltagem no
filamento.

Aumentar a distancia de trabalho, aumentar o spot size do feixe, aumentar o tilt do porta-amostras e reduzir a
aceleragéo da voltagem no filamento.

Reduzir a distancia de trabalho, reduzir o didmetro do feixe e aumentar a inclinagdo do porta-amostras.
Aumentar a distancia de trabalho, aumentar o didmetro do feixe, aumentar a aceleracdo da voltagem no
filamento e reduzir a inclinacdo do porta-amostras.

O principal processo fisico que origina elétrons secundarios, empregados na formagdo de imagens que
mostram o0s aspectos relativos a topografia da superficie da amostra em um microscépio eletrénico de
varredura, resulta da interacdo entre

os elétrons com alta energia do feixe e ions livres situados na superficie da amostra.

os elétrons com alta energia do feixe e moléculas constituintes de camadas situadas nos niveis mais
superficiais da amostra.

elétrons com alta e baixa energia do feixe e &tomos situados imediatamente abaixo da superficie da amostra.
os elétrons com baixa energia do feixe e fétons originados pelo choque inelastico entre elétrons de alta
energia do feixe e elétrons dos 4&tomos que compdem a regido superficial da amostra.

os elétrons com alta energia do feixe e elétrons dos niveis de valéncia de atomos localizados na superficie da
amostra.
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As imagens formadas pela deteccdo de elétrons retroespalhados, ou backscattered electrons, sdo muito
utilizadas em pesquisas na area de ciéncias dos materiais, incluindo a geologia. Dentre os principais fatores
relacionados a geracgéo de elétrons retroespalhados destaca-se o fato de eles

serem elétrons do proprio feixe, rebatidos a partir de choques elasticos com os ndcleos de 4tomos situados
em regifes superficiais da amostra.

resultarem de choques inelasticos entre elétrons de alta energia do feixe e elétrons da camada de valéncia de
atomos situados em por¢des superficiais da amostra.

resultarem de choques elasticos entre elétrons de alta energia do feixe e elétrons da camada de valéncia de
atomos situados em porg¢des superficiais da amostra.

serem provenientes de regides situadas proximas a superficie da amostra, de onde séo arrancados como
resultado de choques inelasticos entre os elétrons de alta energia do feixe e &tomos da amostra.

serem originados a partir da ionizacdo de atomos situados em regifes proximas a superficie da amostra
como resultado de choques elasticos com os elétrons de alta energia do feixe.

A imagem a seguir (Figura 1), gerada por elétrons retroespalhados (BSE), representa uma secao delgada de
uma rocha granitica composta por silicatos e éxidos, obtida com aceleracao de voltagem de 20 kV e distancia
de trabalho de 15 mm, em amostra metalizada com C.

Figura 1

Quanto a imagem, é correto afirmar que o mineral assinalado com letra “A”

(A)

(B)

(©)
(D)
(E)

€ mais brilhante, pois sua imagem é produzida por elétrons retroespalhados com energia mais elevada do
gue a dos elétrons retroespalhados que geram a imagem do mineral assinalado com a letra "B", que entéo é
menos brilhante.

gera uma imagem BSE mais brilhante por ser mais denso do que o mineral assinalado com a letra "B", que
gera entdo uma imagem BSE menos brilhante por ndo permitir a emisséo de elétrons retroespalhados com a
mesma eficiéncia daquela do mineral "A".

gera uma imagem BSE mais brilhante por ser composto por elementos quimicos com ndmero atdmico médio
mais elevado do que aqueles que compdem o mineral "B", que desse modo gera imagens menos brilhantes.
gera uma imagem BSE mais brilhante por possuir um coeficiente de retroespalhamento menor do que o
coeficiente de retroespalhamento do mineral "B".

gera uma imagem BSE com mais brilho por ser constituido de elementos quimicos com pesos atdmicos mais
baixos do que aqueles que compdem o mineral "B", que desse modo gera imagens menos brilhantes.
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42 Observando-se a imagem a seguir (Figura 2), obtida por elétrons secundarios (SE) em amostra metalizada

com Au, aceleracdo de voltagem de 12,5kV e distancia de trabalho de 15 mm, nota-se que ela mostra
excesso de brilho, baixo contraste, faixas irregulares e falta de definicdo dos detalhes da superficie da
amostra.

Figura 2

s & F3

EHT=1250kV MAG= 1176 KXWD= 16 mm Detector = SE1 Date :24 May 2011

Esse artefato da imagem pode ser atribuido a uma das seguintes causas:

(A)
(B)

(©

(D)

(E)

43

(A)
(B)
(©
(D)
(E)

Amostra suja e de superficie muito irregular, o que causa interferéncias na geracao e deteccdo de elétrons
secundarios e seu processamento na composicao digital da imagem.

A corrente elétrica induzida pelo feixe de elétrons ndo é descarregada adequadamente para o aterramento do
microscopio eletrbnico, acumulando-se na forma de carga estatica em &reas da superficie da amostra,
gerando sinais espurios que distorcem a qualidade da imagem.

Metalizacdo defeituosa, aplicada de modo n&o uniforme na superficie da amostra, o que propicia a geragao
de um excesso de elétrons secundarios e retroespalhados nas regifes onde a metalizagdo é mais delgada ou
eventualmente inexistente.

Selecdo incorreta da distancia de trabalho utilizada para a obtencdo da imagem, a qual deveria ser menor
para que, concomitantemente, seja reduzida também a geracédo de elétrons secundarios nas regides mais
irregulares da amostra.

Selecdo incorreta da aceleracdo de voltagem utilizada para obtencdo da imagem, que deveria ser mais
elevada, da ordem de 15 kV ou maior, de modo a aumentar também a energia dos elétrons secundarios
gerados, que ndo ficariam entdo retidos nessas regides da amostra.

O sistema de vacuo de microscépios eletronicos de varredura modernos, tal como os existentes no LABMEV
do Instituto de Geociéncias da UFPA, é composto por duas bombas que trabalham em série: uma bomba
mecanica rotativa de quatro estagios, para pressdes ainda relativamente altas (até 10° Torr), e uma bomba
turbomolecular, para intervalos de pressdo baixa a muito baixa (até 10° Torr). Quanto as vantagens da
bomba turbomolecular em relagcao a outros tipos de bombas para baixas pressoes, ou alto vacuo, € correto
afirmar

por trabalhar em baixas rota¢des, é baixo o risco de causar vibracbes no sistema e assim prejudicar a
gualidade das imagens.

seu consumo de energia, devido a eficiéncia em estabelecer o vacuo, € menor do que o dos outros tipos de
bombas para alto vacuo.

por trabalhar acoplada a uma bomba rotativa, o nivel de vacuo obtido por esse tipo de bomba é mais alto do
gue o obtido pelos demais tipos.

por ser uma bomba com poucos elementos moveis, sua durabilidade é maior do que a dos outros tipos de
bombas para alto vacuo.

por ser uma bomba 'seca’, ndo existe o risco de contaminacdo do sistema e das amostras por refluxo de
vapores de oleo.
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(A)
(B)

(©
(D)
(E)
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(A)
(B)
(©

(D)
(E)
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(A)

(B)

(©

(D)

(E)
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A catodoluminescéncia € um dos efeitos resultantes da interacao entre o feixe de elétrons primario, originado
no canhdo do microscépio eletrbnico de varredura (MEV) ou microssonda eletrbnica, e a amostra que esta
sendo observada. Com base nesses parametros, a catodoluminescéncia observada em MEV ou microssonda
€ definida como um(uma)

tipo de luminescéncia gerada pela emisséo de elétrons de alta energia a partir da superficie da amostra.

tipo de radiagéo eletromagnética com comprimento de onda situado no espectro da luz visivel, originada pela
emissdo de fotons gerados a partir da interacao entre elétrons do feixe e elétrons de atomos da amostra.
luminescéncia originada a partir da emissao continua, na forma de onda eletromagnética de baixa frequéncia,
de elétrons secundarios removidos da superficie da amostra por acdo dos elétrons do feixe.

fluorescéncia gerada pela emisséo de elétrons de baixa energia a partir de atomos situados na superficie da
amostra.

radiacdo eletromagnética de baixa energia, constituida por elétrons e fétons originados pela ionizagdo de
atomos que compdem a regido superficial da amostra.

Alguns silicatos, tais como o zircdo e quartzo, podem produzir efeito de catodoluminescéncia em
microscopios eletrdnicos e microssondas eletrénicas devido a presenca de

defeitos na estrutura cristalina do mineral, resultantes de sua cristalizacdo magmatica ou recristalizagdo em
regimes metamorficos.

elementos-traco na estrutura do mineral, tais como ions de elementos do grupo dos terras raras, Ti*" e Cr*',
gue atuam como ativadores da emissao de fétons, induzindo a catodoluminescéncia do mineral.
elementos-traco na composicdo do mineral, que atuam como ativadores de emissdo de elétrons
retroespalhados, gerando vacéncias e modificacBes na estrutura cristalina, induzindo a emissdo de
catodoluminescéncia pelo mineral.

elementos-traco na sua composicdo, que atuam como ativadores de emissdo de elétrons secundarios e
causam modificagBes na estrutura cristalina, induzindo a emisséo de catodoluminescéncia pelo mineral.
defeitos na estrutura cristalina do mineral, induzidos pela substituicdo, ao longo de eventos hidrotermais ou
metamorficos, de componentes quimicos primarios por elementos-traco com diferentes raios idnicos,
tipicamente em posicdes cristalograficas tetraédricas.

A principal diferenca metodoldgica entre as analises quimicas obtidas por deteccéo de raios-X por EDS, em
microscépio eletrénico de varredura (MEV), e as andlises quimicas obtidas por deteccao de raios-X por WDS,
em microssonda eletrénica (ME), é que

as analises por EDS em MEV séo obtidas pela deteccédo de fotons emitidos na forma de raios-X com energia
caracteristica para cada elemento quimico, enquanto as andlises por WDS séo obtidas pela detec¢céo de
fétons emitidos na forma de raios-X com comprimentos de onda caracteristicos para cada elemento quimico.
as andlises por EDS em MEV sao obtidas por deteccao de raio-X com comprimento de onda e frequéncia
caracteristicas, gerados pela interacdo entre elétrons priméarios do feixe e elétrons da amostra, enquanto as
andlises por WDS em ME séo obtidas pela deteccdo de raios-X com energia e intensidade caracteristicas dos
elementos quimicos que constituem a parte da amostra impactada pelos elétrons do feixe.

as andlises por EDS sdo determinadas através da deteccdo de raios-X gerados por elétrons que se
propagam na forma de radiagdo com energia caracteristica, enquanto nas analises por WDS 0s raios-X sdo
gerados por elétrons que se propagam na forma de radiacdo com comprimento de onda especifico para cada
elemento quimico.

as analises por EDS em MEV séo obtidas utilizando-se apenas um espectrémetro, que discrimina, segundo
energias caracteristicas, todo o espectro de radiacdo gerada pela interacdo entre o feixe de elétrons e a
amostra, enquanto na ME sdo empregados entre quatro e cinco espectrémetros para discriminar o espectro
da radiagcdo gerada pela interacdo entre o feixe de elétrons e a amostra, segundo energias caracteristicas
para cada elemento quimico presente.

as andlises por EDS em MEV sao obtidas pela quantificagdo dos comprimentos de onda dos raios-X gerados
guando da interacdo entre os elétrons primarios do feixe e atomos que compdem a regido imediatamente
adjacente a superficie da amostra, enquanto na ME as andlises por WDS sdo obtidas através da
guantificacdo da densidade de emissao de raios-X pela amostra, quando essa é impactada pelos elétrons
primarios do feixe.
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(A)
(B)
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(D)
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Os resultados analiticos obtidos por EDS acoplado a microscépio eletrénico de varredura (MEV), quando
comparados aos obtidos por WDS em microssonda eletrdnica (ME), permitem dizer que

o limite de deteccao para analise de elementos-traco por EDS em MEV é cerca de uma ordem de grandeza
mais baixo do que o limite de deteccao para analise desses mesmos elementos em ME.

os resultados obtidos por EDS em MEV sé&o considerados representativos quando sdo determinados para
elementos com teores acima de 1.000 ppm (ou 0,1% em peso), enquanto os resultados obtidos por WDS em
ME s&o representativos quando determinados para elementos com teores acima de aproximadamente 200
ppm (ou 0,02% em peso).

as andlises quimicas por EDS em MEV séo qualitativas para qualquer teor do elemento a ser identificado,
enquanto as analises por WDS em ME séo quantitativas, também para qualquer teor do elemento a ser
identificado.

as determinacdes quimicas por EDS em MEV em geral ndo utilizam padrdes, portanto os resultados
analiticos obtidos por esse método sdo semiquantitativos para elementos-traco e qualitativos para elementos
maiores, enquanto os resultados analiticos obtidos por WDS em ME sdo semiquantitativos para elementos-
traco e quantitativos para elementos maiores.

as andlises quimicas por EDS em MEV em determinado material mostram uma maior precisdo e menor
acuracia quando comparadas as andlises realizadas por WDS em ME nesse mesmo material.

Para a obtencao de resultados significativos em analises quimicas por WDS em microssonda eletrdnica (ME),

devem ser tomados alguns cuidados na selecdo dos parametros analiticos e preparacdo de amostras, tais
como:

As amostras a serem analisadas podem ser granulares ou montadas em secfes delgadas, desde que sejam
metalizadas com C.

Somente poderdo ser determinados qualitativamente os elementos quimicos cujos teores sejam iguais ou
inferiores aos teores dos padrdes a serem utilizados na analise.

As andlises por WDS somente devem ser realizadas em amostras nas quais ndo sejam registradas
evidéncias de substituicdes ou alteracéo por efeito de processos hidrotermais ou metassomaticos.

As andlises por WDS somente sdo efetivas se o operador souber previamente quais os elementos que
deverdo ser determinados e se existir a disponibilidade de padrdes analiticos para esses elementos.

Para a determinacdo de Li e Be, que sé@o elementos leves, devem ser selecionadas condi¢cbes de alta
aceleragéo de voltagem (para reduzir a influéncia de interferéncias causadas por volatilizacdo da amostra) e
tempos de leitura da ordem de alguns minutos (para a reducédo do erro analitico).

A transicao do elétron representada esquematicamente a seguir (Figura 3) ir& emitir um raio-X caracteristico.

Figura 3

Nivel M

Nivel L

Nivel K

©
}
@

O tipo de transicao mostrada €

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)
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50 Observe o diagrama obtido da tela de um sistema de analises por EDS, em que esta sendo analisada uma
amostra contendo Cu.

Figura 4

0.00 1.50 3.00 4.50 &.00 1.50 5.00 10.50 1200

Com base no diagrama, indique a alternativa que descreve corretamente o que esta assinalado pelas letras

(A) a:contagem de raios-X detectados; b: energia dos raios-X gerados; c: pico Ka do Cu; d: pico KB do Cu.

(B) a: contagem de raios-X gerados pela amostra; b: intensidade dos raios-X gerados; c: pico Ka do Cu; d: pico
KpB do Cu.

(C) a:intensidade dos raios-X gerados pela amostra; b: energia dos raios-X gerados; c: pico Ka do Cu; d: pico K
do Cu.

(D) a: contagem de raios-X gerados; b: intensidade dos raios-X gerados; c: pico La do Cu; d: pico Ko do Cu.

(E) a:contagem de raios-X detectados; b: intensidade dos raios-X gerados; c: pico Ko do Cu; d: pico K do Cu.
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